
普密斯

产品参数VP-LLD015-2540M

产品案例

PCB板缺陷检测表面纹路及色彩检测瑕疵检测 线路检测

产品介绍VP-LLD015-2540M

VP-LLD015-2540M

  

※ 最大支持φ32mm像面、超低畸变、防震设计、倍率覆盖0.125X~0.175X。
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